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银靶
1、 任务来源及计划要求

本标准根据国标委综合【2008154】号文（项目序列号：20082165-T-610）的要求，按照全国有色金属标准化委员会：“2008年度标准计划”的安排，由有研亿金新材料股份有限公司承担本起草工作。

本标准主要起草人：闫琳、杨华、李蕊、杨永刚、雷继锋、熊晓东、江轩
二、 编制过程
1．编制原则

近年来，银靶作为一种重要的半导体行业用材料等方面得到广泛的应用。目前我国已有多家企业可提供该类产品，但由于未对银靶制定相应的标准，也未检索到相应的国际标准或国外先进标准，市场上的银靶质量、规格多样，验收规则也千差万别，因此需要制定相应的国家标准，以规范该类产品的生产、流通和质量。

目前美国材料协会标准、日本电子协会标准、欧盟标准中均没有银靶的相关标准，因此银靶产品国家标准的制定对该产品技术水平的不断提高将起到一定的推动作用。本标准是在总结了国内银靶的研究成果，根据多年产品的生产经验和使用要求，积累一定数据的基础上制定的，充分考虑了标准的先进性、适用性和可操作性。

本标准完全按《有色金属加工产品国家标准、行业标准编写条例》规定的格式进行编制，以范围——规范性引用文件——术语和定义——要求——实验方法——检验规则——标志，包装，运输，贮存的顺序进行编写，内容完整全面。

2．工作过程

接到本标准制定任务后，标准起草单位组织起草人查阅了部分国内外生产厂商的产品技术指标，征求了一些主要使用厂商的意见，作为制定本标准的技术依据。结合国内生产及使用现状于2009年2月完成草案稿。

草案稿完稿后，分别发给了深圳深爱、中电大成等应用单位，征求了各单位对相关技术指标的意见和建议。

各应用单位对标准中涉及的杂质元素含量、尺寸公差、晶粒度等指标给予了关注，并提出了晶粒度尺寸控制要求应在50微米到150微米以内。针对这些意见和要求，多次修改后形成了标准预审稿。
预审稿完稿后，通过征求有色标准所、贵研铂业、西部金属材料等单位意见。贵研铂业提出将银靶的组批改为同一投料批，已明确银靶的组批情况等内容。根据各单位的意见，将预审稿进行了完善和修改。与2009年8月完成了审定稿。

三、主要技术内容

1.化学成分
规定了银靶的化学成分应符合GB/T 4135的规定。
另外规定了如果顾客对某种特定杂质元素含量有要求的，按顾客要求进行分析。
2.几何尺寸及允许偏差

圆形银靶的直径主要有：25mm 、50mm、100mm、150 mm、200 mm、300 mm，厚度通常为3mm～35mm。

矩形银靶的尺寸主要有：152×76.2mm、680×90mm、376×40mm，厚度通常为3mm～35mm。

经双方协商,可提供其它规格及允许偏差的的银靶。

银靶的尺寸及其允许偏差应符合表1的规定。经双方协商,可提供其它规格及允许偏差的银靶。

表1 银靶的几何尺寸及其允许偏差
	几何尺寸
	厚   度

	形状
	尺  寸
  mm
	允许偏差
  mm
	尺寸
  mm
	允许偏差
  mm

	圆形
	≥25～100
	±0.1
	3～35
	±0.1

	
	≥100～300
	±0.15
	
	

	矩形
	≥50～100
	±0.1
	
	

	
	≥100～300
	±0.15
	
	

	
	≥300～700
	±0.2
	
	


3.供货状态
    银靶以加工态供货。
4.表面粗糙度

银靶表面粗糙度Ra值应不大于1.6(m。

5.晶粒度

银靶的横向平均晶粒度应控制在50(m～150(m。
6．外观质量

银靶表面应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷；无润滑痕迹，颗粒附加物和其它沾污；应清洁光滑，无指痕，无油污和锈蚀。

7.检验项目

     本标准对银靶的化学成分、几何尺寸、表面粗糙度、外观质量、晶粒度等项目进行了检验规定。

四、与国外同类标准水平的对比分析

标准起草人查阅了国内相关资料，未发现相关的标准。

五、实施标准的要求和措施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。
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